MUSIC-mode Rasterkraftmikroskopie
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Das 1986 von Binnig, Gerber und Quate vorgestellte Rasterkraftmikroskop [1] (engl.: Atomic Force
Microscope, AFM) hat sich zu einer Standardmethode der Nanotechnologie entwickelt. Bei einer
Variante dieser sondenbasierten Mikroskopietechnik, dem so genannten Intermittent Contact Mode
wird mit einer schwingenden Spitze die Oberflachenstruktur sehr weicher, sogar fliissiger Proben
abgetastet. Die AFM-Spitze dringt dabei bis ca. 20 nm unter die Oberflache ein, so dass zerstorungsfrei
Tiefenprofile der Oberflache gemessen werden konnen. Ferner kann die Dicke von Deck-und
Benetzungsschichten sehr genau bestimmt und die Form der ungestorten Probenoberflache
abgebildet werden. Gerade die Beschaffenheit der Oberflachene hat oft groRen Einfluss auf wichtige
Materialeigenschaften wie Abriebfestigkeit, Adhdsion, Reibung oder die elektrische Kontaktierung.
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Abbildung 1: Tiefenprofil der nanomechanischen Eigenschaften eines Polystyrol-block-Polybutadien
Copolymers (aus [2]).

Im angebotenen Projekt (Praktikum, Abschlussarbeit) soll AFM im Multi-set Point Intermittent Contact
(MUSIC) mode eingesetzt werden, bei dem in nur einem Durchgang die Daten fiir viele Amplituden-
Setpoints gemessen werden [3]. Sie erhalten dabei einen vertieften Einblick in die
Rasterkraftmikroskopie sowie in computergestiitzte Daten- und Bildverarbeitung. Es stehen
verschiedene Probensysteme bereit, an denen die Untersuchungen durchgefiihrt werden kdnnen, wie:

e technische Polymere,

e Polymergemische und Blockcopolymere,

e biologische Materialien,

e Polymere der organischen Photovoltaik,

e polymerfunktionalisierte Oberflachen.
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